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La recherche de matériaux photovoltaiques toujpluiss performants nécessite une
compréhension détaillée de tous les facteurs stistepde limiter leur efficacité et notamment le
rendement de conversion lumiére-courant. Ainsiutlé des relations entre propriétés structurdles e
photovoltaiques, des mécanismes de I'absorptida eniére et de recombinaison des porteurs de
charge photo induits, revétent un caractére détermiqui est le sujet de nombreuses recherche. Dans
ce cadre, le rayonnement synchrotron (SR) pernmgeapproches souvent uniques : caractérisation fine
des propriétés structurales sur des échelles aaftl nm a quelques 100 um, des propriétés
électroniques mais également des propriétés dymnaigstructurales et électroniques) a des échelles
de temps inaccessibles avec des instruments deatalve. Les résultats de ces analyses sont autant
d’atouts pour I'optimisation des matériaux, nonlement de leur efficacité mais également en vue de
leur production & grande échelle et & moindre codt.

L'objectif de cette présentation est ainsi de memitx pertinence de I'utilisation du
rayonnement synchrotron, a travers plusieurs exesnfblistrant différentes techniques expérimentales
sur différentes familles de matériaux photovoltai.'étude de la nature du désordre structurad dan
le composé CGBnZnS, caractérisé par des expériences de diffractisonante des rayons X [1]
mais également par des mesures de spectroscopsodition des rayons X [2], sera discutée. La
possibilité d’explorer la dynamique des porteursligrge pour remonter aux mécanismes de
recombinaison sera illustrée a travers des mesigrepectroscopie de photoélectrons résolue en temps
[3] réalisées (photovoltage de surface) sur dedexyhermiques de silicium et sur des nanoparscule
de sulfure de plomb [4].Finalement, la pertinenegittles approches expérimentales spécifiques du
RS pour la caractérisation des matériaux photoiepless, telles que, par exemple, 'imagerie par
diffraction des rayons X (diffraction cohérente.la)spectroscopie d’absorption des rayons X
(XANES)..., sera également abordée.
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